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УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Спектроскопия на свободните носители и оптично характеризиране на полупроводници
ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: ИНЖЕНЕРНА ФИЗИКА

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: магистър, програма Интегрална и дискретна оптоелектроника
КРЕДИТИ (ECTS): 4
КАТЕДРА: Физика на полупроводниците
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

	Вид на занятията:
	Семестър:
	Хорариум-часа/
седмично:
	Хорариум-часа 
Общо: 

	Лекции
	IIІ
	1
	15                                         

	Семинарни упражнения



	IIІ
	1
	15                                       

	Практически упражнения
	IIІ
	1
	15                                       

	Общо часа:
	
	
	45                                     

	Форма на контрол:
	изпит
	
	


А. АНОТАЦИЯ

Целта на лекционния курс е на основата на класическия модел да се разгледа по единен начин участието на свободните носители в различни явления като проводимост, поглъщане на светлината и др. и се представят оптични  методи за  характеризирането им. Прави се съпоставка с електричните методи. Разглежда се дисперсията на фононите и взаимодействието им с плазмони.  Моделите се илюстрират с примери за експериментално определяне параметрите на свободните носители чрез инфрачервена и  Раманова спектроскопии на обемни кристали и тънки слоеве.

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Лекции 
	№
	Тема,  вид  на занятието:
	Брой часове

	1.
	Увод. Осцилаторен модел.

	2

	2
	Модели на Друде и Лоренц  -диелектрична проницаемост и дисперсия

 на свободните носители и на  свързаните носители
	3

	3
	Неразрушаващи методи за определяне параметрите на свободните носители в полупроводниците за обемни образци и тънки слоеве:  ИЧ спектроскопия,  Раманова спектроскопия
	3

	4
	Спектри на отражение в областта на плазмената честота. Методи за определяне на концентрация и време на релаксация
	2

	5
	Поглъщане от свободни носители- дефиниция, енергетичен модел. Спектри за коефициента на поглъщане.  Определяне вида на разсейването.
	2

	6
	Фонони.  Плазмон-фононно взаимодействие.
	2

	7
	Съпоставка и сравнение на различните методи за характеризиране на свободните носители.
	1

	
	Общо
	15

	
	СЕМИНАРИ
	

	1
	Определяне на параметрите на свободните носители от спектри на плазмено отражение
	4

	2
	Анализ на плазмено отражение в тънки слоеве
	4

	3
	Анализ на поглъщане от свободни носители в тънки слоеве
	4

	4
	Спектри с плазмон-фононно взаимодействие (варианти на дисперсионните формули)
	3

	
	Общо
	15

	
	Практически упражнения
	

	1
	Устройство на фурие-спектрометъра Bomem DA3
	3

	2
	Снемане на спектри на пропускане на тънки слоеве
	4

	3
	Снемане на спектри на отражение
	4

	4
	Снемане спектри на нанокристали
	4

	
	Общо
	15

	
	Общо за курса
	45


В. Формата на контрол е: изпит
Преподавателят дава тема за реферативна работа по време на семестъра, като посочва литература и консултира студента. Рефератът се защитава чрез изнасяне пред цялата група. Крайната оценка се формира от начина на подготвяне и изнасяне на реферата и от оценката за усвояване на материала от практическите упражнения.

 (Описва се подробно по какъв начин, кога и от кого ще се осъществява контрол върху знанията и
уменията на студентите, какви домашни, проекти, задачи трябва да подготвят и представят те, как
ще се формира крайната оценка, критерии за оценяване.)
Г. Основна литература:

1. П. Гроссе. Свободные электроны в твердых телах. М., Мир, 1982.

2. S. Perkowitz. Optical Characterization of Semiconductors: Infrared, Raman and Photoluminescence Spectroscopy. Academic Press. London,  1994.
Д.  Допълнителна литература:



1 Д.Кушев  Оптика на полупроводниците, С, Херон прес, 1996
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